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* Entwicklung von GaN-
Transistoren

* Importieren der Messdaten

= Darstellung der
Transistorparameter
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Abbildung 1: GaN — Wafer
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» einfache Auswahl und Importieren einer grof3en Anzahl Dateien
» Transistorparameter

= Darstellung von Wafermaps
« Kennlinien

= erweiterte Darstellung von Kennlinien

= Exportieren der Daten

» Darstellung der Mittelwerte und Abweichung von Kennlinienscharen
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 Messwerte in Textdateien gespeichert
» Parser fur unterschiedliche Datenformate
= JSL besitzt umfangreiche Funktionen zum Parsen

= Problem:
- Dezimalzeichen nicht einstellbar
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 Dateien in mehrere Unterverzeichnisse sortiert

» einfache Auswahl der Messungen

« automatisches Importieren aller gewéahlten Dateien

« Zusammenfugen in einer Datentabelle

Choose Directory =] 3
Start Directory
AVT | | Choose other Directory
[1 use original Labels
GBT 21| GMX08-05 2llnach_C 2pol breakdown characteristic
GES GMX09-01 _ breakdown parameter
GLI characteristic curve (dtk)
GLU ¢ Diode characteristic (dik)
GMM Diode parameter (dip)
GMX10-01 (Gate characteristic (dgk)
GNR GMX10-02 J Parameter (dtp)
GRT GMX10-03 PCM-Parameter (dtb)
GSM ~||GMX10-04 i PCM-Parameter (dtd)
Select Select Select Select Select Select
[ Load to new Datatable ] [ Close ]
[ Append to current Datatable ]

Abbildung 2: Dateiauswahl
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Wafermaps
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Abbildung 3: Durchbruchsspannung als Wafermap
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Kennlinien

« farbliche Gruppierung der
Kennlinien

 Extrahieren von Parametern

* Ableiten und Normieren von
Kennlinien

* Exportieren der Messwerte

Vds (V)

Abbildung 4: Ausgangskennlinien




(=

Ferdinand-Braun-Institut
fur Hochstfrequenztechnik

Darstellung des Median von Kennlinienscharen

* Einzelkennlinien

» Median der
Kennlinienscharen

* 25% und 75% Quantile
als Abweichung

Typ
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- 5x8x125_A
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Pin_avail (dBm)
Abbildung 5: Einzelkennlinien
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Abbildung 6: Median und Abweichung
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 Bivariate Anpassung erweitert um Box-Plots
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Abbildung 7: Variabilitatsdiagramm

Abbildung 8: Bivariate Anpassung mit Box-Plots




